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MATERIALY ELEKTRONICZNE Nr1(41)-1983

R. WADAS: Magnetyczne materiaty amorficzne.

Scharakteryzowano magnetyczne materiaty amorficzne oraz opisano ich magnetyzac-
je, temperature Curie, anizotropie magnetyczng i zjawiska galwanomagnetyczne.

W. PIGA: Zwigzki A" BV jako materiaty do wytwarzania elementow przepuszczalnych
dla podczerwieni.

Dokonano przegladu i omowiono podstawowe wtasnosci i roznorodne technologie
materiatow Al BV z punktu widzenia wytwarzania okien podczerwieni. Przedstawiono
informacje o doswiadczalnych pracach technologicznych prowadzonych w ITME nad
wytwarzaniem okien podczerwieni z selenku cynku.
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MATERIALY ELEKTRONICZNE " Nr1(41)-1983

R. WADAS: Amorphous magnetic materials.

Amorphous magnetic materials are characterized and in particular the magnetization,

the Curie temperature, the magnetic anisotropy and the galvanomagnetic phenomena
are described. ' ‘

W. PIGA: A"BY' compouds-materials for infra-red windows.

Basic properties and various technologies of A" BY' materials from point of view of
infra-red windows manufacturing are reviewed and discussed. Information about te-
chnological research in ITME on ZnSe infra-red windows preparing is given.
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P. BAOAC: AmopghHbele, Ma2HUMHbIE MamMepuarbl.

CxapakTepu3oBaHO MarHUTHble, amopdHble MaTepuanbl M1 ONMUCAHO MarHeTusauo,
Temnepatypy Kiopu, MarHWTHbIE U ranbBaHOMarHUTHblie 3 eKTbI.

B. MUTA: Coedunerus A" BV kak mamepuaribl 0718 OKOH UHPPAKPACHO20 U3y HeHUA.

MposeaeHo 0630p 1 06CyXAEHO OCHOBHbIE CBOCTBA W pagHble TEXHONOrnn MaTepua-
nos Al' BV ¢ Toykn apenuns cozaaHmna okoH MHgpakpacHOW 4acTv cnekTpa. YkasaHHan
MHDOPMALMA O TEXHONOIMYECKMX ONbITHBIX paboTtax npoBoauMbix B UTIM no cosaa-
HUIO OKOH MHpakpacHOW yacTu cnekTpa ZnSe.
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NAPREZENIA W WARSTWIE GRANICZNEJ Si-Si02 ORAZ DEFORMACJE
PLYTEK MONOKRYSZTALU KRZEMU W PROCESIE WYTWARZANIA
STRUKTUR POLPRZEWODNIKOWYCH

Celem pracy bylo zbadanie wybranych zagadnien teoretycznych i prak-
tycznych zwigzanych z naprezeniami wystepujgcymi w warstwowych struk-
turach mikroelektroniki, opracowanie dokitadnych mefod pomiarowych defor-
macji piytek monokrysztalu krzemu oraz zbadanie przyczyn deformacji pity-
tek krzemowych w poszczegdlnych operacjach procesu wytwarzania struk-
tur pdiprzewodnikowych i wpiltywu deformacji na operacje fotolitograficzne.

Naprezenia w warstwowych strukturach na powierzchni krzemu byty
okreglane przez pomiar deformacji piytek krzemowych metodami interfero-
metrycznymi oraz topografii Moire'a, Symulacja proceséw wysoko tempera-
turowych byta prowadzona w piecu dyfuzyjnym oraz w specjalnie do tego
celu zaprojektowanym' piecu prézniowym,

Opracowany system pomiarowy ztozony z interferometru i optoelektro-
nicznej jednostki obrdébki danych umozliwial pomiar deformacji pitytek z dok-
tadnoscig do 0,3 pm, W oparciu o teorie kontinuum dla systemu skiadajg-
cego sie z izotropowego substratu oraz jednej warstwy zostaty oxreslone
ogdlne zaleznosci pomigedzy promieniami krzywizny pilytki, a rozkladem
naprgezen prostopadle do powierzchni ptytki., Zostat zbadany rozkiad na-
prezen w uktadzie Si—SiO2 oraz jego zmiany w zaleznos$ci od temperatu-
ry. Uzyskane wyniki dla termicznych warstw 5102 sg zblizone do opraco-
wanego modelu zmian naprezen w systemie zloZonym z substratu oraz
warstwy cienkiej o silnie zmiennym w zaleznos$ci od temperatury wspdt-
czynniku lepkosci.

W badanych procesach technologicznych najwieksza deformacja plytek
krzemowych wystepowata po dyfuzji boru oraz nakladaniu warstw poli-Si
oraz PSG, Zostaty zbadane zmiany ksztaltu plytek na ssawkowym stole
wybranego urzadzenia fotolitograficznego w zaleZnosci od zastosowanego

podcignienia oraz wptyw falistoéci na Fresnzlowskie rozmycie linii,
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